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1 . Dieser Internationale voriauf Ige Pruf ungsberlcht wurde von der mit der intematlonalen vorlaufigen PrOfung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gennSB Artikel 36 Qbenmittelt 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter eInschlieBlich dieses Deckblatls. 



la AuBerdem liegen dem Bericiit ANLAGEN bel; dabel handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, AnsprQchen 
undibder Zelchnungen, die geSndert wurden und diesem Berloht zugrunde liegen. undbder Blatter mit vor dieser 
Behdrde vorgenommenen Berichtigungen (slehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der VenAfaltungsrichtlinlen zum 
PCT). 

DIese Aniagen umfassen Insgesamt 3 Blotter. 



3. Dieser Berloht enthait Angaben zu folgenden Punklen: 

Grundlage des Beschelds 
Prioritat 

Keine Ersteliung eines Gutachtens Qber Neuhelt. erflnderische TStigkeit und gewerbllche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkelt der Erf indung 

BegrQndete Feststellung nach Regel 66.2 a)!!) hinslchtllch der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und ErWamngen zur StOtzung dieser Feststellung 

Bestinrimte angefQhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur Intematlonalen Anmeldung 
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Grundlage des Berichts 

Hinsichtlich der Bestandtelle der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Benefits als y^^P^'^fff''^^^^ 
elngereichr and sind ihm nictit beigefugt, weil sie keine Andemngen enthalten (Regein 70. 16 und 70. 1 7)). 



Beschreibung, Seiten 

-| .1 5 in der ursprungiich eingereicnten Fassung 

Anspruche, Nr. 

^.-12 eingegangen am 17,11.2004 mit Schreiben vom 17.11.2004 

Zeichnungen, Blatter 

•j/^ in der ursprungiich eingereichten Fassung 

2 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandtelle standen der Behorde in der Sprache, in der 
" die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht. sofern 

unter diesem Punkt nichts anderes angegeben Ist. 

Die Bestandtelle standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der Internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3 Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- undADder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlaufige PrQfung auf der Gmndlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ In der Internationalen Anmeldung In schrlftlichier Forni enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung In computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behdrde nachtragllch In schriftllcher Forni eingereicht worden Ist. 

□ bel der Behorde nachtrSgllch in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeltpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daS die in computerlesbarer Form erfassten Informatlonen dem schrlftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ AnsprQche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatten die solche Anderungen enthatten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Berlclit 
beizufOgen.) 

6. Etwaige zuslitzliche Bemerkungen: 

V Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuhelt, der erfinderisohen Tatigkeit una der 
gewerblichen Anwendbarkeft; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



Nein: Anspruche 1-12 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: AnsprQche: 1-12 

Nein: AnsprQclie: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Ja: Anspruche 
Nein: AnsprQche 
Ja: Anspruche 



1-12 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 



Formblatl PCT4PEA/ 409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Akterizeichen PCT/DE 03/021 1 2 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT : 



Zu Punkt V 

BegrUndete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StUtzung 
dieser Feststellung 

1 ) Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : TAO J Et AL: "Electromigration under time-varying current stress", 

IVIicroelectronics and Reliability, Elsevier Science Ltd, GB. Bd. 38, Nr. 3, 
1998, XP008025212, ISSN: 0026-2714 

D2: Joneis, Robert E., Smith, Larry D. : "A new wafer isothemnal Joule-heated 
electromigration test for rapid testing of integrated circuit interconnect", 
Journal Of Applied Physics (01-05-1987), Bd. 61, 4670-4678, New York, 
USA, XP002263291 

D3: US-A-5291142(Ohmi) 01.03.1994 

2) Neuheit 
2.1) Anspruch 1 

2.1.1) Das Dokument D3 offenbart eine Eleklromigrations-Testvorrichtung (vgl. Spalte 
1,Zeile6-10) mit 

- einer Gleichstromquelle (Spalte 3, Zeile 50-54, "...AC superimposed on DC current..." 
verwendet als "second current supply means"); 

- einer Wechselspannungsquelle (Spalte 3, Zeile 50-54, "...AC superimposed on DC 
current..." venwendet ais "second current supply means"); 

- einem Schaltkreis mit mindestens einer zu testenden leltfahigen Struktur (Spalte 2, 
Zeile 15, "interconnector pattern"), welcher mit der Gleichstromquelle und der 
Wechselspannungsquelle elektrisch gekoppelt isl (vgl. Spalte 2, Zeile 14-17, "..;by 
applying a first electric current... by applying a second electric current..."); 

- und einer Messeinrichtung, die derart eingerichtet ist, dass sie einen eiektrischen 
Parameter, weicher fur eine Elektromigration in der zu testenden leitfahigen Struktur 
indikativ ist, erfasst (vgl. Spalte 3, Zeile 37-43, "means for measuring resistance"); 

- wobei die Gleichspannungsquelle eingerichtet Ist, die leitfShige Struktur Bedingungen 
auszusetzen, die die Elektromigration beschleunigt (vgl. col. 4, Zeile 42-46, "Then, the 
current is gradually increased.... stress current is determined according to material and 
temperature." und vgl. Spalte 1, 41-43 (prior art background), "... a current of about.... 
to accelerate electromigration", daraus ergibt sich, dass der "second current" auch zur 
Beschleunigung der Elektromigration dient; vgl. Col. 4, 1. 64-66, "In case of AC, the 
electromigration effect .... is suppressed", daraus ergibt sich, dass nur der DC Anteil zur 



FOrmblatt PCT/BelbIaW409 (Blatt 1) (EPA-Apill 1997) 



V 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/021 1 2 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 

Beschleunigung der Elektromigration beitragt); 

- wobei die Wechselspannungsquelle derart eingerichtet ist, dass sle die zu testende 
leitfahige Struktur einem Wechselstrom aussetzt und so die zu testende leitfahige 
Struktur auf eine vorgegebene einstellbare Temperatur heizl (vgl. Spalte 4, Zeile 42-44, 
"...to a second current so that the temperature ....rises to a prescribed value"). 

2.1 .2) Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von D3 dadurch, dass der 
Wechselstrom die Temperatur unabhangig von einem Gleichstrom der 
Gleichstromquelle regelt. 

2.1 .3) Das Dokument D1 offenbart eine Elektromigrations-Testvorrichtung mit Joulscher 
Heizung sowie einer Glelch- und Wechselstomquelle (vgl. D1 Zusammenfassung und 
Seite 305, Spalte 2, Zeile 12-39). 

2.1.4) Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von D1 dadurch, dass die 
Temperatur der zu testenden leitfahigen Struktur durch den Wechselstrom geregelt 
wird. 

2.1 .5) Das Dokument D2 offenbart eine Eleklromigratlons-Testvomchtung mit joulscher 
Heizung. 

2.1 .6) Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von D2 dadurch, dass eine 
Wechselspannungsquelle zur Heizung des Testelementes auf eine vorgegebene 
einstellbare Temperatur venwendet wird. 

2.1 .7) Daher Ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu und erfullt dieser die 
Erfordemisse des Artikels 33(2) PCT. 

2.2) Anspruch 8 

Anspruch 8 stellt ein Verfahren gemaB dem Anspruch 1 dar. Daher gilt die 
Argumentation fQr den Anspruch 1 auch sinngemaB fur Anspruch 8. 

2.3) Die Anspruche 2-7 und 9-12 stellen abhangige Anspriiche dar und erfullen damit 
ebenfalls die die Erfordemisse des Artikels 33(2) PCT. 

3) Erfinderische Tatigkelt 

3.1) Anspruch 1 

3.1.1) Der Effekt der Temperaturregelung nur durch den Wechselstrom unabhangig 
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von einem Gleichstrom der Gleichstromquelle ist, dass der Wechselstrom keinen 
Einfluss auf den Elektromigrationsvorgang hat und so eine joulsche 
Temperatureinstellung uber den gesamten Parametenraum zulassst. 

3.1.2) Das zu losende technische Problem kann somit darin gesehen werden, eine 
joulsche Temperatureinstellung iiber den gesamten Parameten-aum zu emnoglichen. 

3.1.3) In D3 wird ein uberlagerter Gleich- und Wechselstrom (vgl. Spalte 3, Zeile 50-54) 
zur Beschleunigung der Elektromigration und zur Temperaturelnsteilung venwendet (vgl. 
Spalte 4, Zeile 42-46). In D3 wird weiter darauf hingewiesen, dass ein Wechselstrom 
keinen Einfluss auf den Elektromigrationsvorgang hat (vgl. Spalte 4, Zeile 64-66). 
Daraus erglbt sich, dass der Wechselstrom nur zur joulschen Temperaturaufheizung 
dient. FQr den Fachmann ist es daher nahellegend, einen konstanten oder einen 
zyklisch immer gleichen Gleichstrom zu wahlen, um eine vorgegebene und mit anderen 
Testreihen vergleichbare Beeinflussung der Elekromigration zu gewahrleisten. Fur den 
Fachmann ist es im Umkehrschluss offensichtlich, dass die Tempraturregelung bei 
einem System wie in D3 beschrieben dann durch den Wechselstrom durchgefuhrt 
werden muss. 

3.1 .4) Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit nicht auf einer erfinderischen 
Tatigkeit Im Sinne von Artikel 33(3) PCX. 

3.2) Anspruch 8 

Anspruch 8 stellt ein Verfahren gemaB dem Anspmch 1 dar. Daher gilt die 
Argumentation gegen den Anspruch 1 auch sinngemaB gegen Anspruch 8. 

3.3) Die zusatzlichen Merkmale der Anspruche 2-7 und 9-12 sind nicht erfinderisch 
(Artikel 33(1) und (3) PCX), well sie, insofem als sie sich nicht aus der Kombination der 
Dokumente D3 mit D1 oder D2 (siehe angegebene Abschnitte im Recherchenbericht) 
ergeben, die ubiichen MaBnahmen darstellen, die der Fachmann enwarten wurde. 

4) Gewerbllche Anwendbarkeit 

Die Anspriiche 1-12 erfullen die Erfordemisse des Artikels 33(4) PCX. 
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1. Elektromigrations-Testvorrichtung, welche aufweist: 
eine Gleichstromquelle; 
5 eine Wechselspannungsquelle; 

einen Schaltkreis itiit mindestens einer zu testenden 
leitfahigen Struktur, welcher mit der Gleichstromquelle und 
der Wechselspannungsquelle elektrisch gekoppelt ist; \and 

eine Messeinrichtung, die derart eingerichtet ist, dass 
10 sie einen elektrischen Parameter, welcher ftir eine 

Elektromigration in der zu testenden leitfahigen Struktur 
indikativ ist, erfasst; 

wobei die Gleichstromquelle eingerichtet ist, die 
leitfShige Struktur Bedingungen auszusetzen, die die 
15 Elektromigration beschleunigt ; 

wobei die Wechselspeuinungsquelle- derart eingerichtet 
ist, dass sie die zu testende leitfahige Strxiktur, unabhangig 
von einem Gleichstrom der Gleichstromquelle, einem 
Wechselstrom aussetzt xind so die zu testende leitfahige 
20 Struktur auf eine vorgegebene einstellbare Temperatur heizt. 

2. Vorrichtung gemaS Anspruch 1, wobei der elektrische 
Parameter ein Widerstand der zu testenden leitfahigen 
Struktur ist. 

25 

3. Vorricht\mg gemaS Anspruch 1 oder 2, welche weiterhin eine 
Answer teeinhe it zum Ermitteln einer elektrischen Leistung 
aufweist, wobei die Auswerteeinheit eine 
Spannungsmesseinrichtung und eine Strommesseinrichtung 

30 aufweist, welche so in den Schaltkreis implementiert sind, 

dass mittels dieser ein Ef f ektivstrom durch die zu testende 
leitfahige Struktur und eine Ef f ektivspannung, welche an der 
zu testenden leitfahigen Struktur anliegt, erfassbar sind. 

35 4. Vorrichtixng gemaS einem der Ansprttche 1 bis 3, wobei eine 
Steuerungseinrichtung vorgesehen ist, welche derart 
eingerichtet ist, dass die Steuerungseinrichtung die 
Wechselspannungsquelle derart steuert, dass die Temperatur 
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der zu testenden leitfahigen Struktur konstant gehalten 
werden ksmn. 

5. Vorricht\ang gemafi einem der Anspriiche 1 bis 4, wobei die zu 
5 testende leitfahige Struktur auf oder in einem 

Halbleiteirwafer angeordnet ist. 

6. Vorrichtung gemafi einem der AnsprUche 1 bis 5, wobei die 
Wechselstromquelle und die Gleichstromquelle in einen 

10 Pulsgenerator integriert sind. 

7. Vorrichtvmg gemSfi einem der Ansprfiche 1 bis 6, welche 
weiterhin einen Heizofen aufweist, der derart eingerichtet 
ist, dass er die zu testende LeitfShige Struktur heizt. 

15 

8. Verfahren zum Testen einer leitfahigen Struktur auf 
Elektromigration, welches folgende Schritte aufweist: 
elektrisches Koppeln einer zu testenden leitfahigen Struktiir 
mit einem elektrischen Schaltkreis, welcher mit einer 

20 Gleichstromquelle und einer Wechselstromquelle elektrisch 

gekoppelt ist; 

* Versorgen der zu testenden leitfahigen Struktur mit einem 
Gleichstrom, welcher die Elektromigration innerhalb der zu 
testenden leitfahigen Struktur verursacht; 

25 Heizen der zu testenden leitfahigen Struktur mittels des 

Wechselstroms auf eine vorgegebene einstellbare Temperatur, 
wobei der Wechselstrom unabhangig von einem Gleichstrom ist, 
welcher Gleichstrom die Elektromigration innerhalb der zu 
testenden leitfahigen Struktur bewirkt; imd 

30 Erfassen eines elektrischen Parameters, welcher fiir die 

Elektromigration innerhalb der zu testenden leitfahigen 
Struktur indikativ ist. 

9. Verfahren gemafi Anspruch 8, wobei als elektrischer Parameter 
35 ein Widerstand der zu testenden leitfahigen Struktur erfasst 

wird. 

10. Verfahren gemafi Anspruch 8 oder 9, bei dem als weitere 
Schritte ein Ef f ektivstrom in der zu testenden leitfahigen 
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Struktur und eine Bf f ektivspannung, welche an der zu 
testenden leitfShigen Staruktur anliegt, erfasst warden \ 
daraus eine elektrische Leistxing bestimmt wird- 

5 11. Verfahren gemas einem der Ansprttche 8 bis 10, wobei miti 
der Auswerteeinheit die Tenqperatur der zu testenden 
leitfahigen Str\iktur auf einen konstanten Wert geregelt 
wird. 

10 12. Verfahren gemaS einem der Anspriiche 8 bis 11, wobei die 
testende leitfahige Struktur auf oder in einem 
Halbleiteirwafer gebildet wird. 
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